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Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEIl 34-1
devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la
CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent
respectivement la publication de base, la publication de
base incorporant 'amendement 1, et la publication de
base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires
sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique. Des renseignements relatifs a
cette publication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des publications de la CEl
(voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions,
amendements et corrigenda. Des informations s
sujets a I'étude et 'avancement des travaux
par le comité d’études qui a élaboré cette publi
ainsi que la liste des publications parues,
également disponibles par I'intermédiaire de:

e Site web de la CEl (www.iec:ch)
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. Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22919 02 11

Fax: +4122919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to_the base publication,
the base publication incorpopating~amendment 1 and
the base publication incorporating\amendments 1
and 2.
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including its validity, is

vOrk in progress undertaken by the
which has prepared this
well as the list of publications issued,
available from the following:

eb Site (www.iec.ch)
atalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site
(www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search
by a variety of criteria including text searches,
technical committees and date of publication. On-
line information is also available on recently
issued publications, withdrawn and replaced
publications, as well as corrigenda.

. IEC Just Published

This summary of recently issued publications
(www.iec.ch/JP.htm) is also available by email.
Please contact the Customer Service Centre (see
below) for further information.

. Customer Service Centre

If you have any questions regarding this
publication or need further assistance, please
contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22919 02 11

Fax: +41 22919 03 00
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-2- 60749-10 O CEI:2002

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 10: Chocs mécaniques

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation moypdialeNde normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiopaux de Iax\CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions walisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres ivité i es Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux trava e 3 national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internatiqQnales, g Q algs et non

gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux tfava e étroitement

deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questi éseptent, dans la mesure

internationales. lls sont publiés
pmités nationaux.

droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

responsable de ne pas a de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme intern e gté établie par le comité d'études 47 de la CEl:

documents suivants:

FDIS Rapport de vote
> 47/1598/FDIS 47/1613/RVD

ué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation’de cette norme.

Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques, relative aux chocs, est le résultat de la
réécriture compléte de I'essai contenu dans l'article 4 du chapitre 2 de la CEI 60749.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A
cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

Le contenu du corrigendum d’aolt 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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60749-10 O IEC:2002 -3-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 10: Mechanical shock

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardi
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obJect o

|nternat|ona| co- operatlon on all questlons concerning standardlzatlon in the eIe e ectr ic flelds To

participate in this preparatory work. International, governmental and no eqta organ jzatighs Ilalsmg

with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabdtates

Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions i agreeiment between the

two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technlc

international consensus of opinion on the relevant subjects PNtechnical co mittee has representatlon

from all interested National Committees.

of standards, technical specifications, te
Committees in that sense.

3) The documents produced have the form of recommend ioR na use and are published in the form
o id d

4) In order to promote international unification,
Standards transparently to the maximum

5) The IEC provides no markidg p indi approval and cannot be rendered responsible for any

6) Attention is drawn to thg possihil elemeénts of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC be heltkresponsible for identifying any or all such patent rights.
International Sta as been prepared by IEC technical committee 47

Semiconductor devjées.

The text of thij based on the following documents:

\ FDIS Report on voting
) 4T1598/FDIS 47/1613/RVD

Full information

voting indicated in th€ above table.

This mechanical and climatic test method, as it relates to mechanical shock, is a complete

rewrite of the test contained in clause 4, chapter 2 of IEC 60749.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
+ amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.

ation comprising

ndertake to apply IEC International
3 their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the i ational or regional standard shall be clearly

the voting for the approval of this standard can be found in the report on



